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Abstract

A combined soft X― ray non― dispersive specroscopy is discussed to investigate the energy

dependence of a transHlission factor fOr a sample absorber Filln  ln the proposed method,

bcsides measuring soft X― ray absorption spectra 郡ァith and 、vithout sample ril.1, soft X― ray

appearance potential spectra are observed to determine the transmission coemcient at the

relevant characteristic X―ray energy and bremsstrahlung isochromats are measured to evaluate

the parameters representing energy distribution of source X― rays  FOno邪ァing these measure―

ments, a numerical prosedure is applied to the spectra to get the energy dependence of the

trans■lission factor for the sample absorber  To reahze such a scheme soft X― ray non― disper‐

sive spectrometer has been designed and constructed and carbon K absorption spectrum of

co■ odion、vas obtained by the presented method

1,は じめ に

電圧掃引型軟 X線吸収分光法は軟X線出現電

圧分光法
1)を
もとに誕生し,炭素,窒素,酸素 ,

フッ素のK吸収端付近 (280 ev～ 760 eV)で試料

固有のスペクトルが測定され
2,3),結
晶分光法に

よって得られた吸収スペクトルとの関係も考察

されている
°
。その結果によると,狽」定スペクト

ルは確かに試料の吸収特性に関する情報を含ん

ではいるものの,連続 X線を光源とするため,そ

の強度分市の影響を受 lすていることが明確にな

り,数値的にその影響を除く方法が提案され,試

料の吸収特性の相対的な変化を得ることが可能

となっている動。

本方法をさらに発展させ,薄膜研究の実用的

な一手法として確立するためには,改良すべき

点がいくつかある。① これまでに得 られてい

るのは相対的な吸収特性であるが, これをどの
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エネルギーでは透過率何%と いうように絶対的

な吸収特性とすること。② 光源強度分布は文

献から推定して使ってきたが
6),こ れが結果に

直接影響を及ぼすので,吸収スペクトルを測定

するエネルギー領域で実験的に求めること。③

なるべく小さな薄膜試料を使い得るようにする

ことなどである。本論文では最初にこれらのこ

とを達成するための方策を説明し,次に実際に

おこなうために設計,製作した電圧掃引型軟X

線分光計について述べ,そ して本装置による測

定結果を示し,提案した方法によって吸収特性

を求める。

2。 いろいろな電圧掃引型軟X線分光法

Fig.1に電圧掃引型軟 X線分光法のブロック

ダイヤグラムを示す。フイラメントから発生し

た熱電子は加速されターゲットを衝
可饗し,そ こ

から放出される軟X線は薄膜を透過し,光電面

で電子に変換されコレクかに集められる。コレ
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